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RESUMO

Neste periodo obtivemos amostras de silicio poroso com duas concentragdes de
HF (48% e 40%) para diferentes tempos de ataque e densidades de corrente. Foram
realizadas comparagdes de porosidade, indice de refracdo e velocidade de formagao das
camadas. A partir das medidas do indice de refragdo (n1), espessura da camada (L) e da
relagdo, 4 = 4nl, onde 4 é o comprimento de onda, foi possivel produzir Espelhos de
Bragg para diversos comprimentos de onda. Todas as medidas foram obtidas pela
Espectroscopia por Infiltragdo de Liquidos (Spectroscopic Liquid Infiltration Method -
SLIM e pelo microscopio eletronico de varredura (FEG) que possibilitou a observagao

do tamanho real dos poros e seu formato colunar e espessura.
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